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SIMS de MeV no Laboratério de Implantagao I6nica - UFRGS
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Em varias areas de pesquisa em materiais organicos e bioldgicos a capacidade de analisar compostos
organicos em duas ou trés dimensbes com resolugao micro e sub-micrométrica tem grande potencialidade,
especialmente em se tratando de compostos organicos complexos sem a necessidade de marcadores ou
adicao de matrizes que podem comprometer sua quimica.

Dentre as técnicas de caracterizagdo molecular, encontra-se o SIMS (Secondary lon Mass Spectrometry), uma
técnica muito bem estabelecida, que consiste em excitar ions moleculares secundarios através da incidéncia de
um feixe de clusters ibnicos com energia na ordem de até algumas dezenas de keV, que sao coletados por um
espectrdmetro de massa, usualmente do tipo tempo de voo.

Na ultima década foi desenvolvida a técnica conhecida como SIMS de MeV que substitui um feixe idnicod de
keV por um feixe de MeV. O feixe primario de maior energia permite a detecgdo de espécies moleculares
maiores. Ha também um aumento na produgao de ions secundarios, o que possibilitaria analises em atmosfera
ambiente, importante para diversas amostras, como as bioldgicas, arqueoldgicas, obras de arte, entre outras. O
SIMS de MeV é uma técnica emergente cujos aspectos experimentais e tedricos ainda requerem muitos
estudos e aperfeigoamentos.

Recentemente o Laboratério de Implantagéo I6nica da UFRGS (LII-UFRGS) adquiriu um espectrdmetro de
massa por tempo de voo e vem sendo realizado um projeto para implementagéo da técnica de SIMS de
MeV no referido laboratério, desde a confecgao da camara de analises, passando pela montagem da linha
experimental até o seu futuro aperfeicoamento. Este trabalho tem como propésito elucidar as potenciais
aplicacdes da técnica de SIMS de MeV no LII-UFRGS, bem como mostrar o atual andamento do projeto de
montagem do equipamento.
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